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Для меня большая честь от имени Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) поздравить Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС) с 55-летним юбилеем.

Федеральный институт промышленной собственности, как подведомственная 
организация Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), 
играет большую роль в стимулировании инноваций и развитии науки и технологий в 
Российской Федерации посредством обеспечения правовой охраны объектов 
промышленной собственности, осуществления высококачественной экспертизы и 
упрощения доступа к патентной информации.

Стабильно растущее количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации является лучшим подтверждением 
выдающихся результатов этой работы.

Позвольте мне поблагодарить за великолепную работу, осуществляемую ФИПС в 
рамках выполнения патентным ведомством России функций Получающего ведомства, 
Международного поискового органа и Органа международной предварительной 
экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации, а также 
соответствующих функций в рамках Мадридской системы.

Я также с удовольствием отмечаю отличные результаты наших совместных усилий, 
направленных на создание сети Центров поддержки технологий и инноваций в 
Российской Федерации, которые за короткий срок появились во всех федеральных 
округах Российской Федерации.

Я уверен, что успешное сотрудничество Всемирной организации интеллектуальной 
собственности с Российской Федерацией и, в частности, с Федеральным институтом 
промышленной собственности с годами будет только крепнуть.

Позвольте мне пожелать коллективу ФИПС всяческих успехов в осуществлении 
важной задачи по продвижению творчества и инноваций в Российской Федерации и 
еще раз тепло поздравить всех с этой знаменательной датой.
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